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スピン偏極走査トンネル顕微鏡(SP-STM)は、原子分解能で、ナノ磁石や単一磁性分子などのス

ピン構造を視覚的に直接観察できる強力な手法として過去１５年間発展し続けてきている[1-4]。

これまで強磁性 Fe/W探針が幅広く使用されてきたが、最近は反強磁性 CrやMn/W探針が使われ

るようになってきた。理由は反強磁性膜であれば探針からの漏れ磁場が無く、微小な試料の磁気

情報を正確に測定できるからである[5]。STM測定において探針からの漏れ磁場は天敵である。 

しかし、STM磁性探針の磁気異方性の研究はそれほど行われてきていない[5,6]。確認されてき

ているのは、曲率半径 1000nmほどの丸いW探針に鉄膜を吸着すると、図に示すように鉄の磁化

は針軸に直交し、曲率半径 10-20nmの鋭いW探針に吸着した場合は、約 45度に鉄の磁化が傾く

ということである。つまり、磁性探針の磁化を制御するためにはW探針の径の制御が重要である。 

本研究で我々は、大気にて化学エッチして作成したW探針を超高真空へ導入し、電界放出(I-V)

曲線を測定することにより探針先端径を測定した（精度±1nm）。超高真空中において電子衝撃法

により探針先端を局所的に加熱した。異なる熱量で加熱していきながら I-V 曲線を測定し探針径

を測定した。その結果、ある熱量までは探

針径は小さくなったが、ある熱量以上から

探針径は大きくなることが判明した。本研

究の加熱法により約 10nmの精度で探針径

を制御できることが分かった。多結晶線と

単結晶線から作成した探針の結果を示す。 
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